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As printed 

(54>TltJc: METHOD FOR DETERMINING THE REFRACTIVE INDEX DURING INTERFEROMETRIC LENGTH 
MEASUREMENT AND fNTERFEROM ETER1 C ARRANGEMENT THEREFOR 

o^,5^ Cj ?^"J!L^ , ^ AHREN ZUR BESTIMMUNG DER B RECHZA I-TL BEI INTERFEROMETRISCHEN LANGENMES- 
SUNGEN UND INTERFEROMETERANORDNUNG HIERFOR 




(S7) Abstract: The aim of the invention is to determine the refractive index and/or compensation of the influence of the refractive 
index during interferometric length measurement with the aid of an interferometer ( ! 3, 1 3*1 impinged upon by at least two measuring 
beams <v 2 , v 3 > having at least defined frequencies with an approximately harmonic ratio. interferometric phases are evaluated for the 
at least two measuring beams <v 2 , v 5 j at the outlet of said interferometer. The interferomelric phases corresponding lo the harmonic 
^ rauo of the frequencies of the measuring beams (v 2 , v 3 ) are muJuplicated and at least one phase difference of the thus formed phase 
^ value is examined. According to the invention, at lease one of the measuring beams (v 5 )can be modified in the frequency thereof and 
^ a control signal which is used to modify the frequency or the measuring beam <v 3 > which can be modified in the frequency Vhereof is 
formed from the obtained phase difference and the measuring signal conirols the frequency in such a manner that the phase difference 
W in zero. It is also possible lo determine the refractive index or the length measurement by measuring a frequency difference. 

*g (57) Zusummcnrussung: Zur Besiimmung dcr Bnechzahl und/odcr Kompensaiion des Brrchzahleinilusses bei inierferomcirischen 
^ Uingenmessungen mu Hilfe eines mil wenigstens zwei Messstrahlen (v 3> v 5 ) mil wenigsiens definierten, eiwa in eincm harmonischen 
^ Verhaltnis zueinander siehcnden Frcquenzen beaufschlagten Interferometers ( 13, 13'), an dessen Ausuam: inierferomeirisch Phasen 

Ofur die wenigstens zwei Messsirahien (v 2 . v.) ausgewenct werden, wobei cine dem harmonischen Verhaltnis der Frequenzen der 
Messstruhlen (v 3 , v 2 ) 
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entsprechende MultipKkalion der inierferomeirischen Phaser, vorsenommen und weni<>siens cine Phasendifferenz der so gebildeien 
Phasenwerie beirachlet wird, wird voreesehen, dass wenigsiens einer der Messsirahlen (v : J in seiner Frequenz variierbar fet und dass 
aus der gebildeien Phasendifferenz ein Sleuensigna] zur Veranderunc der Frequenz des in seiner Frequenz vcrandcrbaren Messstrahls 
(v 3 > gcbildct wird, mil dem die Frequenz so geregelt wird, dass die Phasendifferenz zu Null wird. Hierdurch kann die ErmillJung 
der Brechzah) oder die Langcnmessune durch eine Messung eincr FrequenzdirTerenz erfolccn. 



